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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Нові підходи у розвитку структурно-чутливої Х-променевої спектрометрії та дифрактометрії складних
кристалічних сполук, тонкоплівкових та нанорозмірних шаруватих систем

Назва роботи англійською:
New approaches in the development of structural-sensitive X-ray spectrometry and diffractometry of complex
crystalline compounds, thin film and nanosized layered systems

Реферат українською:
За допомогою методів двокристальної спектрометрії та дифрактометрії, косонесиметричної топографії,
атомно-силової мікроскопії та методу мас-спектрометрії вторинних іонів авторами проведені комплексні
дослідження механізмів та динаміки структурних змін, які відбуваються в епітаксіальних шарах залізо-
ітрієвих гранатів, приповерхневих шарах монокристалів CdTe, епітаксійних структурах CdхHg1-хTe до і після
імплантації іонів арсену та в пористому кремнії до і після іонної імплантації фосфору. Основними
завданнями роботи було створення нових оригінальних методик кількісної оцінки структурної
неоднорідності кристалічних сполук, а також характеру структурних змін, отриманих при дії різних
зовнішніх чинників при використанні методів Х-променевої багатохвильової дифрактометрії та дифракції
повільних електронів на відбивання; розробка нових програмних продуктів для обробки даних
експериментів у випадку реалізації різних схем дифракції Х-променів, які дозволять виявити структурні
зміни у кристалах, підданих зовнішньому впливу (атермічним процесам мікрохвильового ви-промінювання,
швидкій термічній обробці та іонізуючій радіації);розробка теоретичних основ багаторівневої обробки
експериментальних Х-променевих та електронних сигналів, що містять концепцію обчислення й аналізу
додат-кових рівнів сигналів, забезпечують реалізацію ефективних методів фільтра-ції, апроксимації,
локальної обробки і аналізу сигналів з використанням засо-бів штучного інтелекту, які призначені для
суміщення зображень за допомо-гою генетичних алгоритмів та аналізу параметрів сигналів за допомогою
штучних нейронних мереж; -розробка та обґрунтування теоретичної моделі дослідження морфології
поверхні кристалів CdTe та її вплив на явища переносу заряду і механізми детектування Х- і γ-
випромінювання.

Реферат англійською:
Authors performed complex studies of the mechanisms and dynamics of structural changes occurring in epitaxial
layers of iron yttrium garnets, subsurface layers of CdTe single crystals, CdхHg1-хTe epitaxial structures before
and after implantation of arsenic ions and in porous silicon before and after ionic implantation of phosphorus.
These studies were performed using the methods of double-crystal spectrometry and diffractometry, skew-
asymmetric topography, atomic force microscopy and the method of mass spectrometry of secondary ions. The
main objectives of the work were to create new original methods for quantifying the structural heterogeneity of
crystalline compounds, as well as the nature of structural changes obtained by various external factors using X-ray
multiwave diffractometry and diffraction of slow reflected electrons; development of new software products for
processing experimental data in the case of various X-ray diffraction setups that will allow to detect structural
changes in crystals exposed to external influences (athermic processes of microwave radiation, rapid heat
treatment and ionizing radiation); development of theoretical foundations of multilevel processing experimental X-
ray and electronic signals, containing the concept of calculation and analysis of additional signal levels, and
providing the implementation of effective methods of filtering, approximation, local processing and analysis of
signals using artificial intelligence, which are designed to compare images using of genetic algorithms and analysis
of signal parameters using artificial neural networks; development and substantiation of a theoretical model for
studying the morphology of the surface of CdTe crystals and its influence on the phenomena of charge transfer



and mechanisms for detecting X- and γ-radiation.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Комплексний багаторівневий метод неруйнуючої структурно-чутливої Х-
променевої діагностики структурних змін у складних за кристалічною будовою твердих розчинах, тонких
плівках та багатошарових нанорозмірних системах, а також у приповерхневих шарах напівпровідників,
підданих зовнішнім впливам

Назва НТП англійською: Complex multilevel method of non-destructive structurally sensitive X-ray
diagnostics of structural changes in complex crystalline solid solutions, thin films and multilayer nanoscale
systems, as well as in near-surface layers of semiconductors exposed to external influences

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: M72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Запропоновано багаторівневий метод визначення положення особливих ділянок на зображенні
методом суміщення з еталоном, який використовує додатковий рівень вікон. Додатковий рівень
відрізняється від початкового сигналу за амплітудними параметрами і обчислюється шляхом множення
яскравості фрагменту зображення еталона на двовимірну функцію Гауса. Це дозволяє виключити вплив
крайових ефектів при обчисленні положення особливих ділянок, за рахунок чого похибка обчислення
координат таких ділянок, зокрема вузлів смуг Кікучі, не перевищує 1 піксель. Отримані координати вузлів
використано для автоматичного визначення положення смуг Кікучі на зображенні та для високоточного
обчислення параметрів їх профілів. Розроблена на новому рівні концепція багаторівневого підходу до
створення нових методів неруйнуючої структурно-чутливої Х-променевої діагностики складних за
кристалічною будовою твердих розчинів, тонких плівок та багатошарових нанрозмірних систем та
приповерхневих шарів напівпровідників, підданих зовнішнім впливамна основі модікованої кінематичної або
узагальненої динамічної теорії дифракціїз врахування ефектів дифузного розсіяння від існуючих та
новоутворених дефектів кристалічної структури. Запропоновано нові теоретичні методи аналізу та
розрахунку багато-хвильових дифрактограм у схемі азимутального сканування для різних гео-метрій
дифракції від кристалів та твердих розчинів

Соціально-економічна спрямованість НТП: Фундаментальні дослідження у сфері природничих
наук

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено
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